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Oberflachenrein

Beschichtungen

GroB3flachig, schnell, empfindlic

Bauteiloberflachen bestimmen die Qualitat und Funktionalitédt von Produkten. Hohe
Qualitatsanforderungen an Beschichtungen und Oberflachenreinheit erfordern

daher besonders leistungsfahige Prifverfahren. Die Fluoreszenz-Laserscanner von
Fraunhofer IPM kontrollieren Oberflachen direkt in der Produktion oder im Labor.

Fluoreszenz macht Verborgenes sichtbar

Die Prufsysteme der F-Scanner-Familie rastern
Bauteiloberflachen extrem schnell mit UV-Laser-
licht ab. Bei diesen Wellenlangen zeigen orga-
nische Substanzen wie z. B. Fette, Korrosions-
schutzmittel, Klebstoffe und Trennmittel eine
starke Fluoreszenzaktivitat. Das heiBt: Sie wan-
deln einen Teil des UV-Lichts in sichtbares Licht
um. Die Fluoreszenz dieser Stoffe kann mittels
einer spektralen Filterung sowie einer auBerst
empfindlichen Detektionseinheit kontrastreich
und eindeutig gemessen werden. So lassen

sich bereits wenige Milligramm pro Quadrat-
meter einer organischen Substanz detektieren

— ganz gleich, ob es sich um eine Verschmut-
zung oder eine gewl(inschte Belegung handelt.
Fraunhofer IPM setzt die bildgebende Kombina-
tion aus Fluoreszenzmesstechnik und Laserscan-
nern bereits in verschiedenen Applikationen ein:

m Detektion unerwinschter Rickstande von
Schmier- und Korrosionsschutzmitteln,
Klebern, Trennmitteln oder Fotolacken

= Analyse der Bedlung von Platinen und
Metallbandern

® Uberwachung funktioneller Beschichtungen

Im Gegensatz zu Punktmessverfahren, die
eine Oberflache nur stichprobenartig erfas-
sen, ermdglichen unsere F-Scanner eine
ortsaufgeldste 100-Prozent-Kontrolle groBer
Flachen. Aus den Millionen von Datenpunkten
wird ein hochaufgeldstes Gesamtbild erzeugt,
das die Verteilung organischer Substanzen
auf der Oberflache wiedergibt. Dank des
kollimierten Laserstrahls besitzen die Systeme
auBerdem eine hohe Tiefenscharfe. Damit
sind sie in der Lage, Bandware zu tberwa-
chen und auch Problemstellen auf komplexen
Bauteilen zuverlassig zu erkennen.

Vorteile auf einen Blick

= Ortsaufgeldste 100-
Prozent-Analyse von
Oberflachen

= |deal fur schnell bewegte,
groBe, komplexe Bauteile

= Flexible Integration in die
Produktionslinie

= Automatisierte
Bildverarbeitung

= Digitale Dokumentation
fur die Qualitatskontrolle

= Ubersichtliche, intuitive
Benutzersteuerung

= Vollstandige
CE-Dokumentation
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Systemkonzept passend zur Aufgabe

Der F-Scanner wird in zwei Varianten flr unterschiedliche
Anwendungen angeboten:

m Der F-Scanner 2D scannt die Bauteiloberflache in zwei
Raumrichtungen und erzeugt ein vollstandiges Bild der
Beschichtung bzw. der Restverunreinigung. Damit ist erstmals
eine quantitative Analyse der Oberflachenbelegung auch bei
beliebig geformten 3D-Objekten mdglich. Das System eignet
sich fur Voruntersuchungen, die flexible Qualitatsprifung von
Serienbauteilen und als Prifsystem in der Produktion.
(Weitere Informationen s. Datenblatt »F-Scanner 2D«)

m Der F-Scanner 1D ist fir die Messung in Bewegung opti-
miert — z. B. von Bauteilen auf Férderbandern oder von
Bandware. Das Inline-Prifsystem scannt die Bauteilober-
flache sehr schnell senkrecht zur Bewegungsrichtung.
Selbst bei Geschwindigkeiten von einigen m/s wird die
Oberflache mit einer Auflosung im Millimeterbereich
erfasst. Der F-Scanner 1Dmini ist die Variante fir die robo-
tergestitzte Erfassung groBer und komplexer Bauteile.
(Weitere Informationen s. Datenblatt »F-Scanner 1D/1Dmini«.)

Typische Systemeigenschaften

Fluoreszenz-Anregung Typ. 405 nm

F-Scanner 2D: 70 x 60 x 55 ¢cm?
F-Scanner 1D: 27 x 95 x 35 cm3

SystemmaBe (Lx H x B)

Nachweisgrenze Typ. 1-10 mg / m2

Inlinefahige
Mustererkennung

Auswertung der Position, Form und / oder
Menge innerhalb weniger ms

Detektierbare Substanzen Prozesshilfsstoffe wie Ole, Fette,
organische Beschichtungen

Mittels Kalibrierung zu quantitativen Ergebnissen

Durch eine Kalibrierung des optischen Signals auf die Menge
der zu detektierenden Substanz sind die Systeme geeignet,
die Beschichtungsdicke und die Menge der Restverunreini-
gung quantitativ zu messen. Bei dieser Kalibrierung wird das
Signal beispielsweise auf eine prazise Wagung oder Infrarot-
messung zurlckgefihrt.

Bildverarbeitung fiir die Prozesssteuerung

Wesentlicher Bestandteil der Fluoreszenz-Messsysteme von
Fraunhofer IPM ist die automatisierte Bildverarbeitung. Das Fluo-
reszenzbild wird mittels Mustererkennung in Echtzeit ausgewer-
tet. Uberschreiten Verunreinigungen den definierten Grenzwert
oder weichen Beschichtungen vom Sollwert ab, alarmiert die
Software den Nutzer oder sendet ein entsprechendes Signal an
die Anlage. Auf diese Weise hilft die ortsaufgeldste Auswertung,
Produktionsablaufe zu priifen, zu dokumentieren und dadurch
dauerhaft zu optimieren.
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